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Złożona niepewność oznaczania SiO2 metodą XRD
Zakres b

Opis Wartość       x niepewn. standardowa    
u(x) Opis Wartość       

x

niepewn. 
standardowa    

u(x)

względna 
niepewn. 
standard       

u(x)/x

m p  [mg] masa próbki pyłu [mg], dane z raportu [u(xC)2](1/2)
m p  [mg] 100.0 0.083 0.00083

m w  [mg] masa CaF2 [mg], dane z raportu [u(xC)2](1/2)
m w  [mg] 30.0 0.083 0.00277

l SiO2[mm] wysokość pików SiO2 , dane z raportu 0.58 l1=l SiO2[mm] 35 0.580 0.01657
l CaF2[mm] wysokość pików CaF2, dane z raportu 0.58 l2=l CaF2[mm] 70 0.580 0.00829

fozn
oznaczenie XRD 1.00 [u(xD)2+u(xE)2](1/2) fozn 1.00 0.053 0.05300

k
współczynnik 
kalibracji 

odpowiednie dla 
danego zakresu [u(xF)2](1/2)

k 1.24 0.032 0.02581

c [%] c = fozn * 100*lSiO2*mw / lCaF2*k * mp 12.097

u(c) [%] Niepewność złożona x = 0.0619

Niepewność złożona
u(cpr) / cpr = {[u(fozn)/fozn]

2+[u(l1)/l1]
2+[u(mw)/mw]2+[u(l2)/l2]

2+[u(k)/k]2+[u(mp)/mp]
2}(1/2) = x

u(cpr) = x*c pr nr analizy x cpr u(cpr)
przykł_1 0.0619 12.097 0.748

cpr =  100*lSiO2*mw / lCaF2*k * mp = m

u(cpr) = m * x  = M

Niepewność rozszerzona

U(cpr) = M * 2 = 2 M

cpr : (m ± 2M) [%]

względna niepewn. standard       u(x)/x
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Strona 1


